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 باسمه تعالی

 :مطالعه سطح و نانوساختارها یهاروشدرس  طرح

های و کسب توانایی تفسیر داده مطالعه سطحهای مختلف راگیری مبانی و اصول روشف: هدف از ارائه درس

 حاصل از این نوع مطالعات

 موضوع شماره جلسه شماره هفته

 :دومو  اولجلسات  اول

 میکروسکوپی با نور و الکترونصول ا

قدرت  /  بزرگنمایی / های نوریکوپکروسمی / صویرتهای تشکیل وشر

های کوپکروسمی انحراف در / و عمق کانونی عمق میدان دید / فکیکت

 صویرت بزرگنماییدر با نور  الکترونایسه قو م نوری

 :چهارمو  سومجلسات  دوم

 های آن با نمونهبرهمکنش ولکترون ا

انکسار  / های ایجاد پرتو الکترونیروش / موجی الکترون-یاذرهخواص 

پخش الاستیک  / هاپخش الکترون توسط اتم / عدسی مغناطیسی / یالکترون

ماده و -های ثانویه در برهمکنش الکترونپدیده / و غیرالاستیک

  های الکترونیمیکروسکوپ

 (TEM) عبوری یالکترون هاییکروسکوپم :ششمو  پنجمجلسات  سوم
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 یالکترون هاییکروسکوپمتصاویر در  نیسم کنتراستامک / ستگاهورید

 هاییکروسکوپم / (HVEM) لتاژ بالاو یالکترون هاییکروسکوپم / یعبور

 هاییکروسکوپمسازی نمونه برای و آماده (STEMیمایشی )پ یالکترون

 یعبور یالکترون

 :هشتمو  هفتمجلسات  چهارم

 (SEM) یمایشیپ یالکترون هاییکروسکوپم

 ارییربردوتصدر های مورد استفاده نواع علامتا / ستگاهورید

 اویرتصهای کنتراست در مکانیسم / یمایشیپ یالکترون هاییکروسکوپم

 / سازی تصویرپردازش و ذخیره / یمایشیپ یالکترون هاییکروسکوپم

  / یمایشیپ یالکترون هاییکروسکوپمسازی نمونه برای آماده

 یالکترون هاییکروسکوپم و ایینپلتاژ و یالکترون هاییکروسکوپم

  حیطیمیمایشی پ

 :دهمو  نهمجلسات  پنجم

 یالکترون هاییکروسکوپم ستفاده ازابا  یمیاییش یهتجز

تجزیه شیمیایی  / Xپرتو گیری تشخیص و اندازه / نمونه در Xپرتو ولید ت

سنجی کاهش نازک و طیف هایجزیه شیمیایی نمونهت / های حجیمنمونه

 انرژی الکترون
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 ششم

و  یازدهمجلسات 

 :دوازدهم

 وژهاهای فوتوالکترونی و وشر

 فطی / تگاهوریدس / یفوتوالکترون یسنج یفط یهاروش بر یمقدمه ا

ایی در شناس یفوتوالکترون یسنج یفطکاربردهای  / فوتوالکترونانرژی 

 )کمی و کیفی( حوترکیب شیمیایی سط

 هفتم

و  یزدهمجلسات س

 :چهاردهم

 وژهاهای فوتوالکترونی و وشر

و استفاده از  اوژهراندمان فرآیند  / اوژه یسنج یفط یهاروش بر یامقدمه

 )کمی و کیفی( در شناسایی ترکیب شیمیایی سطح اوژهطیف 

 هشتم

و  انزدهمجلسات پ

 :شانزدهم

های سنجی جرمی یونر نمونه و طیفنحوه توزیع غلظت دعیین ت

 ثانویه

 ل مؤثر بر آنکنی و عواملایه دراندمان فرآین / کنی از سطحهای لایهوشر

 نهم

و  هفدهمجلسات 

 :هجدهم

های سنجی جرمی یونر نمونه و طیفنحوه توزیع غلظت دعیین ت

 ثانویه

 ویه ثانو هایاتم یجرم سنجییفط / یهثانو هاییون یجرم سنجییفط

  تگاهوریدس
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 دهم

و  نوزدهمجلسات 

 :بیستم

 (SPM) اوشی پیمایشیک پییکروسکوم هایای بر روشمهقدم

مقایسه  و یمایشیپ یکاوش یکروسکوپیم یهاروش/ انواع اریخچه ت

 یمایشیپ یکاوش یکروسکوپیمالکترونی با  هاییکروسکوپم

 یازدهم

و  بیست و یکمجلسات 

 :بیست و دوم

نیروی  پییکروسکومو  (STM) پیمایشی زنیلونت پییکروسکوم

 (AFMاتمی )

در  مکانیسم تشکیل تصویر/  یالکترون زنیپدیده تونلف توصی

  نیروی اتمیو  یمایشیپ یزنتونل هاییکروسکوپم

 دوازدهم

و  ومسبیست و جلسات 

 :بیست و چهارم

نیروی  پییکروسکومو  (STM) پیمایشی زنیلونت پییکروسکوم

 (AFMاتمی )

 / زیر سیالات نیروی اتمیو  یمایشیپ یزنتونل هاییکروسکوپممطالعه 

نیروی و  یمایشیپ یزنتونل هاییکروسکوپمنمونه برای  های تهیهوشر

 اتمی

 سیزدهم

 و بیست و پنجمجلسات 

 :بیست و ششم

نیروی  پییکروسکومو  پیمایشی زنیلونتهای روشکاربرد 

 روشیمیتلکترونی در الکا
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ای هکاربردو  ایییمیالکتروش یمایشیپ یزنتونل یکروسکوپیم روشاصول 

 آن در مطالعه سطح الکترودها

 چهاردهم

 و بیست و هفتمجلسات 

 :بیست و هشتم

نیروی  پییکروسکومو  پیمایشی زنیلونتهای روشکاربرد 

 روشیمیتلکترونی در الکا

 روش/  مطالعه سطح الکترودها نیروی اتمی یکروسکوپیم روشاصول 

مطالعه مختلف آن در  هایکاربردو  روبشی ایییمیالکتروش یکروسکوپیم

 ایییمیالکتروشی ارآیندهف

 پانزدهم

و  بیست و نهمجلسات 

 :سی ام

 (EIS) ایییمیالکتروشمپدانس ا ینیبفطی

مطالعه آن در و کاربرد  یمیاییامپدانس الکتروش ینیبیفطروش صول ا

 طح الکترودهاس

 شانزدهم

و  سی و یکمجلسات 

 :سی و دوم

 طحسمطالعه سنجی نوری در های طیفوشر

ن یا، مادون قرمز و رامان و کاربرد فرابنفش-رئیم یسنج یفط ی براقدمهم

 در مطالعه سطحها روش
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